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Расширение функциональности и повышение точности измерительных приборов связано с 

применением функциональных сенсоров, чувствительных к нескольким входным воздействиям 

P1-Pn, и формирующим один измерительный сигнал [1–3] S*. При этом алгоритм процедуры 

многопараметрических адаптивных измерений [2] дополняется новыми операциями, включаю-
щими нахождение физического воздействия, позволяющего удовлетворить условиям разделе-

ния вклада в измерительный сигнал измеряемой величины, и разработка методики измерений 

параметра состояния объекта измерений. Под физическим воздействием в данном случае [3] 
понимается введение в физическую модель взаимодействия объекта измерения и первичного 

измерительного преобразователя таких изменений, которые обеспечивают условия разделения 

измеряемых величин. Конкретный алгоритм измерений определяется типом используемого 
мультипараметрического сенсора, набором измеряемых параметров [2; 3], дополнительным 

управляющим воздействием А. 

Одними из факторов, определяющих погрешность измерений с использованием мультипа-

раметрических сенсоров, являются те факторы, которые, в соответствии с алгоритмом измере-
ния, не должны участвовать в формировании измерительного сигнала. Например, одноэле-

ментный фотоэлектрический преобразователь, позволяющий измерять интенсивность и длину 

волны оптического излучения, при измерении длины волны должен иметь наибольший вклад в 
измерительный сигнал от изменений длины волны оптического излучения и наименьший – от 

интенсивности излучения [4]. При смене измеряемого параметра вклад факторов должен ме-

няться на противоположный, что обеспечивается переключением алгоритма измерения [2] на 
соответствующую ветвь. Однако неправильный выбор требуемой ветви алгоритма или момента 

измерения может привести не только к значительному превышению допустимой погрешности 

измерения, но и к ошибке считывания, когда эквивалентная величина погрешности может со-

ставлять весь диапазон измерения. Уменьшение погрешности измерений обеспечивается введе-
нием процедуры калибровки с учетом моделей измерения и погрешности. Необходимо учиты-

вать, что ряд погрешностей измерения в одноэлементных сенсорах автоматически компенсирует-

ся за счет выполнения преобразований разнородных физических величин в электрический 
измерительный сигнал в одном и том же объеме активной области сенсорной структуры. 
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Рис. 1. Схема измерений с использованием мультипараметрического сенсора 
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